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Abstract — specified method has a high educational value due 

to possibility to process obtained data in specialized application. 

This application allows executing mathematical operations with 

data arrays, mathematical analysis of graphics. All these allow 

making easier the integration of young researchers in modern 

scientific centers, where all measurement systems are 

computerized. 

Cuvinte cheie — birefringența, indice de refracție, spectre de 

interferență, filtre trece bandă, filtre oprește bandă.  

I. INTRODUCERE 

Măsurarea dependenţelor spectrale dispersiei normale şi 

anormale reprezintă un instrument puternic, necesar pentru 

caracterizare a ghidurilor de undă pe bază de semiconductori şi 

straturi de quartz. Aceasta este actual în legătură cu dezvoltarea 

domeniul nanotehnologic, ce se ocupă cu elaborarea și 

producerea dispozitivelor optoelectronice cu o structură 

multistrat pentru comunicațiilor optice. 

Această metodă de calcul este introdusă în procesul de 

studii ca o componentă a lucrării de an. Îndrumarul metodic 

pentru efectuarea lucrării de an este elaborat pentru studenții 

specialității telecomunicației. Scopul îndrumarului este 

familiarizarea viitorilor ingineri, ce vor fi antrenați în 

proiectarea rețelelor de comunicații optice, cu noțiunea de 

dispersie în fibre optice și diferite mecanisme de dispersie, 

metode de estimare a dispersiei și compensare a dispersiei. 

II. METODA DE CALCUL 

La baza metodei de calcul indicelui de refracție este teorie 

ce descrie condițiile de apariție a interferenței a undelor într-o 

structură planară.  

Conform Fig. 1 interferența va avea loc între unda incidentă 

reflectată de la prima suprafața a sistemului planar și unda 

reflectată de la suprafața interioara a sistemului. La o analiza 

mai riguroasă se observă că unda a doua va obține o diferența 

de fază cauzată de diferența de drum parcursă în plus (AB plus 

BC), influența asupra fazei finale o exercită si mediul prin care 

se propagă unda, care este caracterizat de indicele de refracție. 

 

Fig. 1 Interferența luminii în straturi subțire 

Diferența drumurilor optice pentru razele analizate este dată 

de relația de mai jos. 
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Condiția de obținere a maximului de interferență este dată 

de relația de mai jos. Maximul se obține dacă diferența de 

drum, parcurs de două unde ce interacționează, este multiplă 

valorii întregi a lungimii de undă. 

Dacă se măsoară spectrele de interferenţă în spectrele de 

reflexie şi se determină min – max benzii, atunci pentru fiecare 

lungime de undă λ, poate fi determinat indicele de refracţie n. 

Poziţia minimelor şi maximelor în interferența spectrelor de 

reflexie se determină conform relaţiei: 
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Fig. 2 Structura spectrului de interferență 

unde m – numărul benzii de interferenţă. În spectrele de 

interferenţă poziţia minimelor  şi maximelor este prevăzută de 

condiţiile, 

0sin   şi 1sin  . ,
2




 m  unde m=0,1,2,... 

În această metodă este dificil de determinat ordinea 

benzilor de interferenţă. De regulă, ordinul benzii de 

interferenţă se determină, dacă este evidentă banda nulă, ce are 

culoarea albă. În experimente, nu întotdeauna este evidentă 

banda nulă, respectiv se utilizează o altă metodă. Pentru două 

maximum (minimum) condiţia de interferenţă este următoarea: 

diferenţa acestor relaţii pentru λ1› λ2 este: 

Considerând M2-M1=M, obţinem relaţia coeficientului de 

refracţie n: 

unde 2=1/2, 1=1/1. 

 

unde M- diferenţa picurilor de interferenţă, pentru care se 

determină n, 1 şi 2- frecvenţele corespunzătoare picurilor 

maximum (minimum). 

În procesul de efectuare a lucrării de an studentul primește 

spectrele de interferențe măsurate pe instalația de măsură 

schema bloc a căreia este prezentată în figura de mai jos. 

Studentul are posibilitate să facă cunoștință și să capete 

deprinderi practice de măsură a spectrelor.  

 

Fig. 3 Schema bloc a instalației de măsură 

 

În rezultatul măsurărilor spectrelor de interferență se obține 

un Data File structura căruia este prezentată în tabelul de mai 

jos, iar forma spectrului măsurat poate fi ilustrată în programa 

Origin cu care face cunoștință studentul și este dată ca exemplu 

în figura de mai jos. 

 

Fig. 4 Spectrul de interferență măsurat (inițial) 

Pentru calculul coeficienților de refracție este nevoie de 

găsit poziția maximilor in spectrul de interferență. Pentru 

identificare a maximilor se utilizează programa Origin care 

ușurează procesul de identificare a maximilor și procesul de 

calcul a indicelui de refracție. 

În urma procesării datelor în programa Origin se va obține 

un data file cu poziția maximelor și un grafic care ilustrează 

poziția maximelor identificate, prezentat în figura de mai jos. 
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Fig. 5 Poziția maximelor identificate cu programa Origin 

Utilizând data file-ul cu poziția maximelor, se efectuează 

calculul indicelui de refracție în programe excel sau direct în 

Origin utilizând formula de calcul dată mai jos. 
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Unde   este poziția maximului în spectrul de interferență. 

În rezultatul calculelor efectuate în programa Origin se 

obține data file structura căruia este prezentată în figura de mai 

jos. Care este constituit din patru coloane primele două se 

referă la spectrul de interferență inițial. Ultimele două se referă 

la spectrul indicelui de refracție final, obținut în urma 

calculelor descrise în aceasta publicație. 

 

Fig. 6 Structura data file-lui cu datele inițiale a spectrul de interferență 

măsurat și spectrului indicelui de refracție 

Rezultatul calculelor efectuate poate fi ilustrat în grafice 

complexe, efectuând suprapuneri de grafice, ca exemplu 

spectrul inițial de transparență și spectrul calculat a indicelui de 

refracție.  

 

 

Fig. 7 Reprezentarea complexă a spectrului de interferență inițial cu 
maximele identificate și spectrul indicelui de refracție obținut în urma 

calculelor descrise în lucrare  

Toate acestea manipulări cu date începând de la grafice 

inițiale terminând cu calcule și redactarea graficelor complexe 

este posibil de efectuat în programa Origin. 

CONCLUZII 

Indicația metodică are o valoare pedagogică înaltă, aducând 

în procesul de studiu o programă profesională de procesarea a 

datelor, care permite efectuarea operațiilor matematice asupra 

masivelor de date, efectuare operațiilor de analiză matematică 

asupra graficelor. Acest instrument este utilizată pe larg în 

procesul de cercetare la analiza datelor măsurate. 

Această indicație metodică poate fi recomandată studenților 

de la masterat pentru pregătirea viitorilor doctoranzi din 

domeniul Fizicii și Tehnologiei Materialelor, ce va permite 

integrarea ușoară în centre contemporane de cercetare unde 

procesul de măsurare are un caracter automatizat în rezultatul 

cărui se obțin data file-uri. 
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